
Добавка в основной газ (кислород) аргона (до 10% по объему) способствует 
повышению скорости процесса удаления фоторезиста по сравнению с обработкой только 
в кислородном разряда до 1,3 раза в зависимости от остальных операционных 
параметров. На скорость процесса удаления фоторезиста влияют также 
местоположение пластины в разрядной зоне и ее температура, количество 
одновременно обрабатываемых пластин, давление, состав и скорость прокачки 
плазмообразующей среды, величина напряжения на потенциальном электроде, 
величина вводимой в резонатор СВЧ мощности. 

Основной вывод по результатам исследований заключается в том, 
что комбинированный разряд обладает преобладающей степенью химической 
активности по отношению к каждому из типов разряда в отдельности. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЭУ 
С РАЗЛИЧНЫМИ ЗАКОНАМИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПЕРВИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

Ю.В. ИОКУШ, С.М. БОРОВИКОВ 

Задача моделирования и исследования выходных параметров 
радиоэлектронных устройств (РЭУ) является актуальной, так как большинство 
первичных (входных) параметров, влияющих на выходные, являются случайными. 
Метод Монте-Карло, называемый также методом статистических испытаний, 
используется в задачах анализа точности выходных параметров устройств на этапе 
их проектирования. Моделирование РЭУ позволяет обеспечить требования к точности 
его выходного параметра, т.к. при моделировании можно варьировать 
характеристиками точности первичных параметров, выбирая элементы 
с регламентируемыми производственными допусками. Характеристики точности 
выходного параметра во многом определяются законами распределения первичных 
параметров. В работе ставилась задача — выяснить влияние законов распределения 
первичных параметров на закон распределения выходного параметра. Решение этой 
задачи позволит более обоснованно определять результирующие характеристики 
точности исследуемого выходного параметра. 

В большинстве случаев первичные параметры имеют нормальный, 
равновероятностный и экспоненциальный законы распределения. Для решения 
сформулированной в работе задачи использовалась программа для ЭВМ, реализующая 
метод Монте-Карло. Разработанная программа позволяет моделировать первичные 
параметры по следующим законам распределения: нормальному, закону равной 
вероятности, экспоненциальному и любому другому, задаваемому пользователем. 
При выполнении исследований выбирались различные законы распределения 
первичных параметров при одном и том же производственном (технологическом) 
их разбросе относительно средних значений. Исследования проводились 
с использованием тестовых математических моделей РЭУ, в качестве которых 
использовались линейный и квадратичный полиномы. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА ПОРОГОВОЙ ЛОГИКИ 
С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА НА ЭВМ 

Е.Н. ШНЕЙДЕРОВ, С.М. БОРОВИКОВ 

Эффективность любых методов является определяющим фактором при их выборе 
для применения. Практическая пригодность метода пороговой логики 
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для индивидуального прогнозирования параметрической надежности изделий 
электронной техники определяется не только математическим аппаратом обработки 
результатов обучающего эксперимента, простотой и оперативностью принятия решения 
о классе изделия по прогнозирующему правилу (алгоритму прогнозирования), но также 
вероятностями ошибочных решений, их соответствием допустимым ошибкам. 
Составляющие эффективности использования этого метода зависят от алгоритма 
получения решающей функции. 

Ставилась задача: используя результаты обучающего эксперимента, исследовать 
несколько алгоритмов формирования решающей функции в методе пороговой логики и 
дать ответ на вопрос об эффективности этого метода прогнозирования в зависимости 
от используемого алгоритма. Кроме того, необходимо было выполнить сравнение 
по ошибкам прогнозирования предложенных авторами новых алгоритмов в методе 
пороговой логики с алгоритмами известных методов. 

Для решения указанных задач использовался вычислительный эксперимент, 
выполняемый на ЭВМ. Суть его состояла в моделировании результатов обучающего 
эксперимента и применении для обработки данных такого эксперимента различных 
алгоритмов формирования решающей функции. Построение для каждого алгоритма 
прогнозирующего правила и оценка ошибочных решений, к которым оно может 
привести, дали ответ на вопрос об их эффективности.  

ВЛАГОСОДЕРЖАЩИЕ ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ ЭКРАНИРОВАНИЯ ЭМИ С РАЗЛИЧНЫМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ 

Н.В. КОЛБУН, Х.М. АЛЬЛЯБАД 

Вспененные материалы представляют собой грубодисперсные системы, 
содержащие большое количество микрообъемов воздуха, разделенных тонкими 
прослойками жидкости. В результате формируется множество границ раздела воздух-
жидкость, а общий объем гетерогенного материала существенно превосходит объем 
содержащейся в нем жидкости, что значительно уменьшает его массу. 

Взаимодействие электромагнитного излучения (ЭМИ) с пространственным 
каркасом жидкости вспененных материалов описывается процессами рассеяния 
на границах раздела двух сред с различными электромагнитными свойствами. 
Свойства материалов определяются кратностью пены и составом раствора 
пенообразующей жидкости и могут быть изменены путем использования различных 
наполнителей. 

Исследования характеристик экранирования ЭМИ влагосодержащих вспененных 
материалов с различными порошкообразными наполнителями проводились 
в диапазоне частот 8…11,5 ГГц с использованием панорамного измерителя (КСВН) и 
ослабления и волноводного измерительного тракта. В качестве наполнителей 
в высокократную пену вводились мелкодисперсные порошки силикагеля и диоксида 
титана, обладающие относительно высокой диэлектрической проницаемостью 
в диапазоне СВЧ. 

Измерения показали, что ослабление ЭМИ 2-х миллиметровым слоем 
вспененной эмульсии составляет 8,5 дБ. Максимальной эффективностью 
экранирования на уровне 12,1 дБ обладает образец, содержащий порошкообразный 
силикагель, равномерно распределенный по объему пены с концентрацией 30%. 
Характеристики отражения ЭМИ вспененными материалами находятся в пределах –
7,4…–15,6 дБ. 

Применение вспененных влагосодержащих материалов в качестве элементов 
экранов электромагнитного излучения является перспективным для снижения массы 
устройства и уменьшения коэффициента отражения ЭМИ. 
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